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Absztrakt

A mez6gazdasagi gépek festés eldtti foszfatozo elja-
rasa soran a kezelt fém fellileteken 1-2 mikrométer
vékony, mikrokristalyos cink-foszfat réteg keletke-
zik, ez a kozbensé konverzids réteg szolgal a szerves
(festék) bevonatok tapaddsanak és korrézidallésa-
ganak novelésére. Ebben a cikkben a cink-foszfat
bevonatok vizsgalatait mutatjuk be kilénb6z6
Osszetétell és fellletd mintalemezeken. A roncso-
lasmentes vizsgalatok eredményei tartalmazzak a
fellleti hibahelyek képeit, a hibahelyek strukturajat
és Osszetételét, illetve az optikai emisszids spekt-
rometriaval (OES), a pasztazd elektronmikroszkop-
pal (SEM), rontgen mikroanalizissel (EDS), illetve
a digitalis fénymikroszképpal (LM) mért adatokat.
Azokat a vizsgalati modszereket mutatjuk be, ame-
lyek jelen vannak a legtdbb jarmdgyarténal, vagy
konnyen elérhetdk kiilsé laboratériumban.

Abtract

Prior to painting of agricultural machinery, a thin
(1-2 micrometres) microcrystalline zinc phosp-
hate layer is formed on the treated metal surfaces.
This intermediate conversion layer increases the
adhesion and corrosion resistance of organic (paint)
coatings. This paper discusses investigation zinc
phosphate coatings on sample plates of different
compositions and surfaces. Results of non-destruc-
tive studies include images of surface defects,
structure and composition defects and other data
obtained by optical emission spectrometry (OES)
by scanning electron microscopy (SEM) X-ray mic-
roanalysis (EDS) and digital light microscopy (LM).
These test methods are provided by most vehicle
manufacturers or are readily accessible in external
laboratories.
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1. Bevezetés

Napjainkban a jarmUigyartas teriiletén mar nemcsak
a személygépjarmdvek esetében Iényeges a fémfe-
liletek korrézidégatlé bevonatolasa, hanem a teher-
gépjarmuivek és a mez6égazdasagi jarmdvek eseté-
ben is. A mezégazdasagi gépek és alkatrészek festés
elétti felulet-el6kezelési technoldgidja az elmult
években mar felzarkézott az autdgyartasban elvart
mindségi elvarasokhoz. A festésre kertil6 munkada-
rabok esetében a mechanikai és kémiai felulettiszti-
tason kivil a fémfeliileteket vékony foszfatréteggel
kell bevonni, amelyhez a végleges bevonatot képe-
z6 festékrétegek jol tapadnak. A festés eldtti eljaras
soran, a kezelt fellileten 1-2 mikrométer vékony,
mikrokristalyos cink-foszfat réteg keletkezik, ez a
kdzbensé konverzios réteg szolgal a szerves (festék)
bevonatok tapadasanak és korrézidallosaganak
novelésére. A cink-foszfat rétegek matt szlirkés-s6-
tétszurkés szinlek, a kristalyokkal boritott fémfelu-
let kb. 5-6-szorosa a sima fémfellletnek.

A szabdlyozott foszfatozasi technolégiai folyamat
meghatarozott mikodési ablakain belll, a kilon-
b6z8 0sszetétell és fellleti tulajdonsagu fémfeliile-
teken a konverziés bevonat tulajdonsagai eltéréek
lesznek, igy valtoznak a végsé, tobbrétegl bevo-
nat korrozidallosagi tulajdonsagai is. Az egyen-
letes bevonatmindség biztositasa érdekében a
cink-foszfatozési folyamatban létrehozott kristalyos
konverziés bevonatot és az alapfémeket is vizsgal-
ni szikséges. A foszfatozasi folyamat soran készi-
tett mintalemezek vagy mintadarabok vizsgalatai
kozott szerepelhetnek kémiai analitikai vizsgalatok,
roncsolasos és roncsoldasmentes anyagvizsgala-
tok, hordozhaté optikai emisszids spektrométerrel
(OES) végzett anyagosszetétel mérések, digitalis
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fénymikroszképos (LM) vizsgalatok, valamint pasz-
tazo elektronmikroszképpal (SEM) és a hozza csat-
lakoztatott energiadiszperziv rontgenanalizatorral
(EDS) végzett vizsgalatok. A leképez6 modszerekkel
azonositott kristalystrukturdk, feliileti hibahelyek, a
hibahelyek szerkezete és 0sszetétele nélkiilozhetet-
len informaciot ad a fellilet-el6kezelési folyamatok
bedllitasahoz.

2. Elektronmikroszkopos mikroanalizis vizsga-
latok

Az elektronmikroszképokban az elektronsugar és
az anyag kozott létrejové kolcsonhatasok olyan
jelek kibocsatasat is eredményezik, amelyek nem
csupan a képalkotast teszik lehetévé, de a minta
jellemz6irdl is fontos informacidkkal szolgalnak. A
pasztazé elektronmikroszkép (SEM) képalkotasi
elve a pasztazason alapul, pontrél-pontra haladva
folyamatosan képezi le a minta fellletét egy foku-
szalt elektronnyalabbal és a mintabdl kilépd szekun-
der elektronokkal, vagy a mintabdl szarmazo egyéb
jelekkel (pl.: visszaszort elektronokkal, rontgensu-
garzassal) a szamitégép képernydjén sorrdl sorra,
pontrdl pontra megjeleniti meg a képet. A legtébb
pasztazo elektronmikroszkép fel van szerelve elekt-
ronsugaras mikroanalizisre alkalmas rontgenspekt-
rométerrel, igy a pontos morfolégiai, mikroszerkeze-
ti azonositassal egydtt jol alkalmazhatdk fémmintak
finomabb szerkezetének és Osszetételének tanul-
manyozasara. A pasztazé elektronmikroszkdpok-
ban az elektronsugar és az anyag kozott 1étrejové
kdlcsonhatasok olyan masodlagos jelek kibocsata-
sat is eredményezik, amelyek nem csupdn az anyag
belsé és felszini szerkezetérdl torténd képalkotast,
de annak kémiai jellemz6irél is fontos informacidkat
hordoznak. A legkiterjedtebben és a leghasznosab-
ban a karakterisztikus rontgensugarzas hasznalha-
t6 analitikai célokra, az anyag elemi 0sszetételének
vizsgdlatara. A karakterisztikus rontgensugarzas az
elektronhéjak kozotti elektronatmenetet kovetd
energiakibocsatas egyik forma-
ja, spektruma a kibocsaté elemre
jellemzé. Ezen tulmenden a visz-
szaszort elektronok is hasznal-
hatéak anyagvizsgalati célokra,
mivel a fémek és fémotvozetek
elektronvisszaverd-képessége az
elemek rendszamatol fugg, azzal
bizonyos ardnyossagot mutat. A
nagy rendszamu elemekben dus
feltlet vildgosabban jelenik meg
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2. dbra: Sz6rd rendszertdi folyamat kristdlyképe (SEM)

a kisebb rendszamu elemekbdl allé teriletekhez
képest [1].

A cikkben szerepld SEM felvételek ThermoFisher/FEl
Apreo pasztazé elektronmikroszképpal késziiltek.
A fémfellletek cink-foszfat réteggel torténé bevo-
nasa torténhet a munkadarab cink-foszfatozo fiir-
d6ébe martasaval vagy a cink-foszfatozé oldattal
torténd szorasaval. A két eljaras soran kilonb6zé
strukturaju és osszetétell kristalyos réteg alakul ki a
fémfellileten. Az 1. abran a marté rendszer( el6ke-
zeléssel, a 2. dbran a széré rendszerl el6kezeléssel
kialakitott cink-foszfat réteg pdasztazo elektonmik-
roszképos (SEM) felvétele lathatd.

Ha a fémfellletek kémiai feltlet-el6készitése (felli-
let zsirtalanitasa, fellilet aktivalasa) nem megfeleld,
a cink-foszfat réteg nem fedi be egyenletesen az
alapfémet vagy a kristalyok alakja szabdlytalan lesz.
Pasztazo elektronmikroszkopos (SEM) felvételeken
(3.@bra) a hibahelyek jol lathatéan megjelennek.

3. dbra: Hidnyos fedettségdi kristdlykép SEM felvételei
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4. dbra: ElemeloszIdsi térkép a hidnyos részen

A SEM felvételeken lathaté hibahelyekrél és kor-
nyezetlkrél készult elemeloszlasi térkép (4. abra)
(leképezés szik energiaablakban beérkezé ront-
genfotonokkal) a hibahelyek elemi dsszetételét is
megadja.

A SEM felvételeken lathaté kilonb6zé strukturaju
cink-foszfat kristalyok és kornyezetiik mikroanaliti-
kai Osszetétele a pasztazéd elektron-mikroszképhoz
(SEM) csatlakoztatott energiadiszperziv spektrosz-
kopias (EDS) vizsgalattal meghatarozhato (5. dbra).
A szabalyos kristalyképet mutaté terlileten az 6ssze-
tételi eredmények (6. abra) a cink-foszfat bevonat
0sszetevdit (Zn/Fe/Mn/P/0) tartalmazzak.

A rendellenes kristalyok melletti tertleten az 6ssze-
tételi eredmények (7. dbra) az alapfém (Fe) jelenlétét
mutatjak ~96%-ban. A mérési eredmények szerint
ezen a helyen csak egy nagyon vékony cink-foszfat
réteg fedi az alapfémet, igy a késébbiekben a kor-
rézids folyamat ezen a helyen gyorsabb és erételje-
sebb lesz.

3. Rontgendiffrakcios vizsgalatok

A rontgendiffrakciés (XRD) roncsolasmentes anali-
tikai médszer, a fazisdsszetétel mindségi és mennyi-
ségi meghatdrozasara alkalmas. Kiilonféle rontgen-
diffrakciés moédszerek léteznek kristalyos és amorf
anyagok, folyadékok vizsgalatara. Kristalyos anya-
gok esetében - ami a leggyakoribb alkalmazas - az
un. egykristaly- és pordiffrakciéos médszereket hasz-
naljuk. A szilard mintak fazisdsszetételének megha-
tarozasahoz a besugarzott térfogatban nagyszamu,
véletlenszerlen orientalt kristalyszemcse szliksé-
ges. A kristalyos fazisok (kristalyos vegyuletek) a
Bragg-torvény alapjan a kristalysikokrdl visszave-
rédé rontgensugarzas diffrakcidjaval kialakuld, és a
kristalyos vegytuletekre jellemzé, jellegzetes diffrak-
cios kép alapjan azonosithatok. Kristalyos szerke-
zetl anyagroél készilt rontgendiffraktogramon a
vonalak helyét és a relativ intenzitasukat a vizsgalt
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5. dbra: A rendellenes kristdlyok két kiilbnb6z6
kristdlystruktardval

Selected Area 2 - Det 1

oK

Lsec:300  OCnts 0000keV  Det: Octane Elect Plus

©ZAF Smart Quant Results

Element Weight % Atomic %  Error %

OK 44,67 71.43 6.94
NaK 0.00 0.00 199.99
PK 12.27 10.13 499
MnK 227 1.06 7.21
FeK 2134 9.78 244
ZnK 19.45 7.61 322

6. dbra: EDS eredmények (Area2)

Selected Area 1 - Det 1

100K FeK

Lsec: 30.0 0Cnts 0.000 keV Det: Octane Elect Plus

©ZAF Smart Quant Results

Element Weight % Atomic %  Error %
PK 0.35 0.63 21.53
MnK 0.97 0.98 1874
FeK 96.34 96.39 1.66
ZnK 234 2,00 16.76

7. dbra: EDS eredmények (Areal)

anyag kristalyszerkezete hatarozza meg. A ront-
gendiffraktogram a kristalyos fazisokra mas és
mas, a fazisok azonositasahoz a rontgendiffrakci-
0s felvételt egy referencia adatbazissal hasonlitjuk
Ossze [2, 3].
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8. dbra: Rontgendiffraktogram a szabdlyos kristdlyokkal
fedett fémfeliileten Iévé cink-foszfat rétegrél
(piros-ferrit, z6ld-foszfofillit, kék-hopeit)

Foszfatozott mintalemezek fellleti bevonatanak

vizsgalata rontgendiffrakcioval

Afoszfatréteg 6sszetétele befolydsoljaavégsé bevo-
nat korr6zidallosagi fokat. A foszfatozasi reakcio-
ban torekedni kell a foszfofillit (Zn,Fe(PO,),+ 4 H,0O)
minél nagyobb jelenlétére a bevonatban, mivel a
hopeit (Zn;(PO,), » 4 H,O) konnyebben oldédik a
késébbi elektroforetikus festés soran [4]. A 8. abran
lathatd a szabalyos kristalyokkal fedett fémfeliilet,
a 9. dbran a hianyosan fedett fémfelllet réntgen-
diffraktogram képei.

A rontgendiffrakcios vizsgalat alapjan az alap-
fém (ferrit fazisa) minden felvételen jél latha-
t6, mig a bevonatok fazisalkotéi a foszfofillit
(Zn,Fe(PO,), » 4 H,0), a hopeit (Zn;(PO,), + 4 H,0).
Az azonositas rontgenkartyai: a ferrit fazisnal a
PDF6-696, a foszfofillitnél a PDF29-1427, a hopeitnél
PDF1-73-6055. Amig a szabalyos kristalyokkal fedett
részen a mennyiségi 0sszetétel megfelels, addig a
hidnyosan fedett részen a ferrit jelenléte jelent6s a
tobbi fazisalkotéhoz képest. Megallapithato, hogy a
szabdlytalan kristalyok kornyezetében az alapfémet
nem védi megfelel6 6sszetétell és vastagsagu cink-
foszfat réteg a korrdézié hatasaitol.

1. tdbldzat: Mintalemezek EDS mérési eredményei

9. dbra: Réntgendiffraktogram a szabdlytalan
kristdlyokkal, hidnyosan fedett fémfeliileten
lévé cink-foszfat rétegrél
(piros-ferrit, z6ld-foszfofillit, kék-hopeit)

4, Optikai emisszios vizsgalat

Az optikai emissziés spektrométerek (OES) szi-
lard halmazallapotu fémek kémiai Gsszetételének
gyors mennyiségi meghatarozasara szolgalnak. A
szikra/iv gerjesztéses optikai emisszidos fémelem-
z6 spektrométerek analitikai feladatokhoz, 6tvozet
azonositasahoz hasznalhatdk, és nem csak a tombi
elemosszetétel, de a fellleti rétegek 0sszetételének
mélység szerinti meghatarozasara is alkalmasak.
Az elektroforetikus festési eljarasoknal a festékré-
teg csak vezetdképes fellleten valik le, ezért hasz-
nos lehet az alapfémek 6sszetételének vizsgalata
hordozhatd emisszids spektrométerrel (OES) a SEM
berendezésekhez kapcsolt energiadiszperziv spekt-
roszképias (EDS) vizsgalatok mellett.

Mindkét modszerrel lehet elemezni a nem vezet6
elemek jelenlétét és mennyiségét, azonban a
két mérés eredménye kétféle mérési modszer
kozti kulonbségbdl fakaddan eltér. A 1. tablazat
és a 2. tablazat mérési eredményei mutatjak a két
mérési modszer kozotti kulonbséget. Amig az
EDS a fém kovetlen fellletén mér, igy az oxidok
vagy a fellleten megtapadt szennyezddések (pl.

S420MC nyers lemez S420MC homokszort lemez S420MC szemcseszort lemez
Elem |Tomeg%| Atom % | Hiba % Elem |Tomeg %| Atom % | Hiba % Elem |Tomeg %| Atom % | Hiba %

CK 4,27 10,78 12,8 CK 3,02 8,68 18,17 CK 2,21 8,39 18,34
OK 27,47 52,09 6,59 OK 16,15 34,8 7,68 OK 5,69 16,23 8,17
SiK 0,05 0,05 73,83 Mg K 0,36 0,51 33,43 Al K 0,08 0,13 79,32
Mn K 0,41 0,22 29,8 Al K 1,46 1,86 11,83 Si K 0,12 0,2 65,28
Fe K 67,81 36,85 1,91 Si K 8,49 10,42 7,02 CrK 0,49 0,43 23,2
KK 0,14 0,12 61,26 Mn K 0,91 0,75 18,4
CaK 0,56 0,48 16,73 Fe K 90,5 73,87 1,75

Mn K 0,89 0,56 16,29

Fe K 68, 94 42,57 1,83
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2. tabldzat: S420MC mintalemez szikragerjesztés(i OES mérési eredményei

Kémiai 6sszetétel [tomeg %]
Fe C Si Mn P S Cr Mo Ni Al
1. 98,8 0,075 0,0118 0,96 <0,0040 0,0048 0,0287 <0,0040 0,0068 0,0405
2. 98,8 0,0764 0,0152 0,969 <0,0040 0,0052 0,0289 <0,0040 0,0100 0,0413
3. 98,8 0,0759 0,0083 0,977 <0,0040 0,0054 0,0288 <0,0040 0,0053 0,0393
étlag 98,8 0,0758 0,0118 0,969 <0,0040 | 0,0051 0,0288 | <0,0040 | 0,0074 0,0404

szilicium a homokszoras utan) megjelennek a
mérési eredményekben, mig az OES az anyag tény-
leges anyagosszetételt méri. A 3. tablazat adata-
inak 0Osszehasonlitasakor megallapithaté, hogy
az OES mérési eredmények értékei tukrozik az
Az EDS mérésekben lathaté egyéb elemek (pl. Al,
Ca, Na) a szér6homok természetes szennyezdinek
(foldpatok: NaAlSi;Og—KAISi;Og— CaAl,Si,Og mész:
CaCO;; dolomit: CaMg(CO,),; egyéb: Al,O;; Fe,Os;
Ca0O+MgO; Na,O; K,0) maradvanyai lehetnek
homokszért felllet esetén, illetve a szérészemcse
0sszetevoibdl (0,5-1,2 % Mn, min. 0,4 % Si) kertlhet-
tek a felliletre szemcseszort fellilet esetén.

Digitalis fénymikroszképpal végzett vizsgalatok
(LM)

A digitalis mikroszképok megfigyelési, képrogzité-
si és mérési funkciodkkal is rendelkeznek. A hagyo-
manyos képalkoté és mérérendszerekhez képest
tobb informaciét nyujtanak, nagy mélységéles-
ségl képek készitésére is alkalmasak. A képek alap-
jan a 2D mérések, valamint a 3D képekbdl profil-,

175062 \
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10. dbra: Kovdcsolt aluminium megmunkdlt (1) és kovdcsolt (2) részének LM vizsgdlata
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3. tdbldzat: S420MC mintalemez szikragerjesztésti OES
mérési eredményeinek és az anyagspecifikdcio szerinti
Osszetételének 6sszehasonlitdsa

Atlagos kémiai 6sszetétel specifikacio szerint
C Si Mn P S Al Ti
max.% | max.% | max.% | max.% | max.% | min.% | max.%
0,1 0,03 1,5 0,025 0,01 0,015 0.15
Kémiai 0sszetétel OES mérés szerint [tomeg %]
C Si Mn P S Al Ti
0,0758 | 0,0118 | 0,969 |<0,0040| 0,0051 | 0,0404 -

magassag- és mennyiségi adatok is szerezheték. A
10. abran egy kovacsolt aluminium munkadarab
megmunkalt és nyers (kovacsolt) része lathatd, a két
alapfellilet mas tulajdonsagokat mutat a foszfatoza-
si reakcio soran. A hatarfellleteken lejatszodo reak-
ciok miatt az acél feluletek mechanikai feltletel 6ké-
szitése befolyasolja a fellileten kialakulé cink-foszfat
réteg kristalystrukturdjat, igy a bevonat késébbi
tulajdonsagait is. A fellileti struktira ismeretében
a foszfatozasi folyamat paramétereit (szabadsav,
gyorsito tartalom) valtoztatni sziikséges.

A LM 2D és 3D felvételeket (10-11. dbrak) KEYENCE
WHX J20T digitalis fénymikroszképpal készitettiik.

5000.00

2500.00 7102.11
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Homokszort acél feltlet

e e &

Szemcseszort acél fellilet

48.69
s m

0.0pum  0.0pm

11. dbra: Homokszort (1) és szemcseszort (2) S420 MC acél feliileti strukturdjanak kiilonbdzésége:

a) LM 3D felvételeken, b) LM 2D felvételeken

5. Feliileti érdesség mérése

A moébdszer méri a csucsok-volgyek magassagat
(12. dbra) és megadja a mérési hosszon észlelt csu-
csok gyakorisagat is (meghatéarozott tavolsagon
mért a csucsok-volgyek atlaga).

A véddébevonatok alkalmazasa el6tt az acélfelu-
leteket gyakran koptatd hatdssal (szemcseszoras,
homokszéras) tisztitjdk. Ez a folyamat eltavolitja a
korabbi bevonatokat, oxidokat, revét, megmun-
kalds soran a fellletre kerilt szennyezédéseket,
hegesztési frocseket, szilikatot és érdesiti a fellile-
tet, hogy javitsa a bevonat tapadasat. Az acélfeliilet
mechanikai fellilet-el6készitése utan véletlenszer(
szabdlytalansagok, csucsok és volgyek alakulnak ki
a fellileten. Azok a muszerek, amelyek nagy pon-
tossaggal tudjak mérni ezt a profilt, mint példaul
az elektronmikroszképok vagy a tapintotus feluleti
érdességmérdék (profilometrias fellileti érdesség-
mérés), altaldban csak laboratériumi hasznalatra
alkalmasak.

A festett bevonatok tervezésekor és kivitelezésekor
azonban Iényeges alapinformacio a fellilet érdessé-
ge. A fellileti érdesség novelése 6sszefligg a bevo-
nati szerkezet finomsaganak novekedésével. Ha
nagyobb a fellileti érdesség, nagyobb az egységnyi
rétegtomegre szamitott fellilet, és a hatarfellleten
lejatsz6do reakciok miatt — a foszfatozas soran - a
savas mardas hatasa erGteljesebb. Az egyenletes
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12. dbra: Fellileti érdesség értelmezése [6]

ax. egyenetlenség

£

konverzids rétegen egyenletes alapozott réteg
alakul ki, féleg az elektroforetikus festési eljarasok
esetén.

Az alapfém fellileti érdességét a laboratériumban
haszndlt, letapogat6 tlvel vizsgald, telepitett fell-
leti érdességmérével mérve megadhatoé a bevonat
tervezéséhez szikséges informacio, mint a vizsgalt
fém atlagos érdessége (R.), egyenetlenség magassa-
ga (R, és annak maximalis értéke (R, ). A 13. abran
a nyers S420MC acél érdességmérési jegyzékdnyve
lathatd.

A mérést MAHR/MarTalk Drive Unit GD 25 / letapo-
gaté tl: MFW-250:1 fellileti érdességmérd készulék-
kel, a DIN EN ISO 4287 szabvany szerint végeztuk.

A mintalemezek fellileti érdessége, illetve feli-
leti strukturaja nyers és foszfatozott allapotban
is vizsgalhaté és 0Osszehasonlithaté (LM) digita-
lis fénymikroszképpal 2D és 3D képalkotdssal. A
kilonb6z6 érdességu részek a szinek segitségével
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13. dbra: Fellileti érdességmérés vizsgdlati jegyzékdnyve
letapogaté tiivel végzett vizsgdlatrdl

vizualizalhaték. A 14. dbran lathaté LM 3D felvétel
a 13. abran lathaté mérési jegyz6konyvben szerep-
|6 nyers acéllemez mérési képe. A két mérési ered-
mény kozott a felllet-el6kezelés szempontjabol
nincsen lényeges kiilonbség.

6. Feliileti profil mérése

A mérés terjedelme afeliileti profilon a csucsok tete-
jétdl a volgyek aljaig terjed (15. abra). Kilondsen
hasznos abban az esetben ez a mérési modszer, ha
a munkadarab mérete a laboratoriumi tapintétus
mérést nem teszi lehetévé - a fellilet mikrogeomet-
ridja ellendrizhetd kézi felileti profil mérd készuilék-
kel, amelynek mérészondajaval, tobb ponton kapott
mérési eredményeibdl kozelité pontossaggal a fell-
leti érdesség is megadhatd. A felliletprofil-mérék
a felllet profilmagassaganak mérésére hasznalha-
tok. A felileti profil mértéke befolyasolja a bevonat
tulajdonsagat és befolyasolja a tapadast, az alapfém
fedettségét és a hasznalt bevonatok szlikséges vas-
tagsagat. Ha a fellleti profil tul nagy, a sziikséges
bevonat mennyisége né, kiulénben fennall annak
a veszélye, hogy a csucsok bevonat nélkul marad-
nak — lehetévé téve a rozsdafoltok bekovetkeztét.
Ha a fellleti profil tul kicsi, el6fordulhat, hogy nincs
elegendé feliilet a megfelelé tapadashoz, ami idd
el6tti bevonat levalashoz vezet.

szondacsucs

%

érintkez6 feliilet

feliileti profil

kiilénbség J—

15. dbra: Fellileti profil értelmezése
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14. dbra: LM 3D felvétel a mintalemez feliileti
érdességérdl

7. Osszefoglalas

Altaldnos vélemény a foszfatozo eljarasokat alkal-
mazé vallalkozasoknal, hogy a foszfatozasi folyamat
a kémiai-analitikai vizsgalatokkal kézben tartha-
to6. Azonban a korréziovédd bevonat tervezésekor
figyelembe kell venni a hasznalt acél- és vas alap-
anyagok fizikai és kémiai jellemzéit, a bevonatol-
ni kivant fellletek megmunkalasok (forgacsolds,
hegesztés, fellilettisztitas és érdesités stb.) utanifizi-
kai és mechanikai tulajdonsagait, mivel ezek mind
befolyassal vannak a feliileten kialakulé bevonat
tulajdonsagaira [5]. A leggyakrabban hasznalt ron-
csolasmentes vizsgalatokat mutattuk be, fokuszalva
az ipari kortiilményekre és azokra a mérési modsze-
rekre, amelyek laboratériumi korilményeken kiviil
is hasznalhatok.
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